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RESUMO:

A motivação deste trabalho é a possível aplicação de CeO2  em 
eletrônica, catálise, materiais de polimento, aditivo cerâmico e 
como eletrólito sólido [1]. O processo de síntese em sistemas 
nanométricos de óxidos semicondutores CeO2  puro e dopado 
com metais de transição é estudado, bem como, as propriedades 
estruturais e magnéticas desses óxidos. CeO2  dopado com metais 
de transição em baixas concentrações se comportam como 
semicondutores magnéticos diluídos (DMS). As amostras da 
série de CeO2 dopado com Ni foram obtidas por meio do método 
de co-precipitação usando os sais CeCl3  e NiCl2  em solução 
aquosa para ser precipitado com a adição de NaOH. As amostras 
foram caracterizadas estruturalmente por difração de raios X 
utilizando uma radiação de Cu em um difratômetro Philips 
PW1710 para amostras policristalinas dotado de monocromador 
de grafite pirolítico para feixe difratado e usando o método de 
refinamento Rietveld [2]. Os resultados do método de Rietveld 
mostram uma expansão da célula unitária do CeO2  para baixa 
concentração de Ni (1%) como esperado e, também, uma 
contração da célula unitária para valores maiores (ordem de 5%) 
e tamanho médio de cristalito da ordem de 5 nm. A 
caracterização magnética mostrou um aumento na ordem 
ferromagnética para o intervalo de concentração (x) entre 0,5% e 
1,0%. Esse ordenamento ferromagnético é reduzido novamente  
para x = 1,5%. Os resultados obtidos neste trabalho são coerentes 
com os publicados na literatura [3] embora para um método 
diferente de preparação de amostra e um maior tamanho de 
nanopartículas de CeO2 dopado com Ni. 

.  

MÉTODO DE RIETVELD   E   FATORES DE 
CONFIANÇA:

CONCLUSÃO: 

Rwp(%)  χ2

Tamanho do 
cristalito (nm)

CeO2 2,3 2,4 6,2

Ce0.99Ni0.01O2 5,0 1,7 6,2

Ce0.97Ni0.03O2 4,2 1,4 4,5

Ce0.95Ni0.05O2 5,2 2,1 4,1
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MEDIDAS  E  REFINAMENTO RIETVELD
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PREPARAÇÃO  DAS  AMOSTRAS:
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ANÁLISE ISOTRÓPICA DO  TAMANHO DO 
CRISTALITO
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Rwp =  ponderado           Re   = Esperado

MEDIda     M x H 
(Característica ferromagnética)  

Ce0,99Ni0,01O2
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